Ceska metrologicka spole¢nost

Novotného lavka 5, 116 68 Praha 1

tel/fax: 221 082 254
e-mail: cms-zk@csvts.cz
WWW.CSVts.cz/cms

Kalibracni postup
KP 1.1.2/18/13

PEVNE ODPICHY

(s plochymi a kulovymi konci a nastavovaci mérky pro mikrometry)

Praha
fijen 2013



KP 1.1.2/18/13 Pevné odpichy Strana: 2/13
(s plochymi a kulovymi konci a revize: 0
nastavovaci mérky pro mikrometry)

Vzorovy kalibraéni postup byl zpracovéan a financovan UNMZ v ramci Planu
standardizace — Program rozvoje metrologie

Cislo ukolu: VI11/1/13

Zadavatel: Ceska republika — Utad pro technickou normalizaci, metrologii a statni
zkuSebnictvi, organizacni sloZka statu

Resitel: Ceska metrologické spoleénost
Zpracoval: Ing. Vladislav Baték
© UNMZ, CMS

Neprodejné: Metodika je volné k dispozici na strankach UNMZ a CMS. Nesmi v§ak byt
dale komerc¢né Sifena.



KP 1.1.2/18/13 Pevné odpichy Strana: 3/13
(s plochymi a kulovymi konci a revize: 0
nastavovaci mérky pro mikrometry)

1 Predmét kalibrace

Tento kalibra¢ni postup se vztahuje na kalibraci pevnych odpicha v provedeni s plochymi
rovnobéznymi konci a odpichti s kulovymi nebo zaoblenymi konci a na kalibraci
nastavovacich mérek k tfmenovym mikrometrim. Odpichy mohou byt v sadach nebo
jednotlivé jako prislusenstvi tfrmenovych mikrometrd. Odpichy s plochymi konci (mérky
k mikrometrim jsou bézné do velikosti 1000 mm. Se stavécimi odpichy s kulovymi konci
se Ize setkat az do délky 5 m.

Kalibrace popsand v tomto kalibratnim postupu se tykd jak prvotni kalibrace v dané

organizaci (napf. pii vstupni kontrole odpichti a mérek) (oznacované jako PK), tak i pfi
rekalibraci béhem pouzivani mikrometru (dale oznacované jako RK).

2 Souvisejici normy a metrologické predpisy

CSN 25 3145 Mezni méfidla. Odpichy s kulovymi plochami [1]
24.6.1953
CSN ENISO 3611 Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozmérové [2]
kvéten 2011 méfici vybaveni - Mikrometry pro vnéj$i méfeni - Navrh

a metrologické charakteristiky
CSN ISO 3611 Timenové mikrometry pro vnéjsi méfeni [3]
cerven 1995 (pouze tabulka dovolenych chyb), (zrusena)
CSN EN ISO 3650 Geometrické pozadavky na vyrobky (GPS) - Etalony [4]
unor 2000 délek - Koncové mérky
CSN 25 1401 zména Z1 ~ Mikrometricka méfidla na vn&j§i méfeni. Technické [5]
29. 4. 1986 pozadavky (omezené platna)
CSN EN ISO 14253-2 Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola [6]
prosinec 2011 obrobkil a méficiho vybaveni méfenim - Cast 2: Navod

pro odhad nejistoty méteni v GPS, pfi kalibraci méficiho
vybaveni a pti ovéfovani vyrobku

CSN EN ISO/IEC 17025 Posuzovani shody - Vieobecné pozadavky na zpiisobilost [7]
zkuSebnich a kalibra¢nich laboratofi

EA 4/02 Vyjadiovani nejistot méteni pii kalibracich [8]
Cz 17001 Katalog vyrobce Mitutoyo [9]
TNI 01 0115 Mezinarodni metrologicky slovnik — Zakladni a [10]

vSeobecné pojmy a pridruzené terminy (VIM)

3 Kbvalifikace pracovniku provadéjicich kalibraci

Kvalifikace pracovnikli provadé¢jicich kalibraci odpichti a meérek je déana ptisluSnym
piedpisem organizace. Tito pracovnici se seznami s kalibraénim postupem a souvisejicimi
predpisy.



KP 1.1.2/18/13 Pevné odpichy Strana: 4/13
(s plochymi a kulovymi konci a revize: 0
nastavovaci mérky pro mikrometry)

Doporucuje se potvrzeni odborné zpulsobilosti téchto pracovnikli prokazat vhodnym
zpisobem, naptiklad osvéd¢enim o odborné zpiisobilosti, osobnim certifikdtem apod.

4 Nazvoslovi, definice

Nastavovaci mérky pro timenové mikrometry — odpichy zakonfené rovnobéznymi
meficimi plochami.

Odpich s kulovymi konci - odpich skulovymi nebo zaoblenymi konci s polomérem
zaobleni vyrazn¢ mensim, nez polovina délky odpichu.

Odpichy s malou ploskou nebo ¢ipkem - starsi typ nastavovacich mérek pro mikrometry
Pevné odpichy - odpichy vyrobené na pevnou miru s plochymi nebo zaoblenymi konci
Nastavitelné odpichy - odpichy se Sroubovacim dotekem pojiSténym matici a zpravidla
zaoblenymi konci.

5 Prostiedky potiebné pro kalibraci

e Délkomér odpovidajiciho méticiho rozsahu a rozliSeni 0,1 pm,

e sada koncovych mérek od 125 mm do 500 mm. Jde o pracovni etalon minimaln¢ 5.
sekundarniho t4du a 2. tfidy piesnosti, ktery je navazédn na etalon minimalné 4.
sekundarniho fadu,

o téliskovy teplomér s méficim rozsahem min (16 az 26) °C s hodnotou dilku stupnice

min 0,2 °C, popf. jiny teplomér obdobnych parametri,

vlhkomér,

lupa se zvétSenim minimalné 3x,

klice k setfizovani odpicht,

Cistici prostfedky: Cisty Iékatsky benzin, miska, vlasovy §tétec, Inéna utérka, jelenice,

lapovaci deska nebo kamen, lapovaci prasek a petrolej, lapovaci papir,

konzervacni prostredky: 1ékarenska vazelina.

Pozn.: VSechna pouzitd méetidla a métici prostitedky musi byt navazany na vhodny etalon a
mit platnou kalibraci.

6 Obecné podminky kalibrace
Teplota prostiedi: (20,0 +0,5) °C,

Zména teploty vzduchu: max. 0,2 °C/h,
Relativni vlhkost vzduchu: max. 80 % RH, nekorozni prostiedi
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\l

Rozsah kalibrace

Kontrola dodavky (viz ¢l. 8.1)

Citéni a predb&zna kontrola (viz ¢l. 8.2)

Stav pied Gpravou a sefizenim (viz ¢l. 8.3)

Uprava méfidla (viz ¢l. 8.4)

Teplotni stabilizace odpicht (viz ¢l. 9.1)

Meéfeni odpichl s plochymi konci (viz ¢l. 9.2)

Mg¢feni a sefizeni odpicht s kulovymi konci (viz ¢l. 9.3)
Odpichy s malou ploskou (viz ¢l. 9.4)

e Rozdily ve zptisobu pouziti riznych typa odpicht (viz ¢l. 9.5)

8 Kontrola dodavky a piiprava ke kalibraci

8.1 Kontrola dodavky

Zkontroluje se oznaceni sady odpichli eviden¢nim ¢islem, popiipadée piislusnost k danému
mikrometru (porovnanim s eviden¢nim listem sady odpichi nebo jinym podobnym
dokladem).

(pouze RK)

Porovnaji se pocty, typy, resp. uplnost sad podle kopie objednavky, popt. podle dodaciho
listu.

(PK, RK)

8.2 Cisténi a predbézna kontrola

Odpich a ptipadné i kazeta se vy¢isti. Piekontroluje se, zda odpich neni mechanicky
poskozeny, ohnuty nebo jinak deformovany. Méfici plochy nesmi byt rezavé, poskrabané,
vystipnuté nebo jinak poSkozené. Kontroluje se prostym okem, ptipadné lupou.

(PK, RK)

8.3 Stav pred tpravou ¢i seFizenim

Pokud se pozaduje zaznamenat stav pred opravou a setizenim (napft. podle odstavce
5.10.4.3 normy CSN EN ISO/IEC 17025), vynecha se Giprava méfidla a provede se
kalibrace v dodaném stavu (As Found) podle ¢lanku 9 a uprava odpichu se provede az
nasledné¢.

8.4 Uprava méf¥idla

Lehce poskozené ¢i zkorodované méfici plochy odpichu se upravi na lapovacim kameni.
Odpichy se zaoblenymi konci se vylesti bud’ pastou na plsti, nebo metalografickym
papirem. Pokud ma mit odpich kulové konce, nesmi mit opottebenim vzniklé plosky. Tyto
plosky se u sefizovacich odpichli odstrani obrousenim a odpich se pfestavi. Po upravé se
méftidlo opét vycisti.

(pouze RK)
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9 Postup kalibrace

9.1 Teplotni stabilizace odpichi

Teplotni ustaleni ma zasadni vyznam zejména u dlouhych odpichti. Doba ustaleni zavisi
hlavné na konstrukci odpichu a byva v fadu hodin. Predbézné teplotni ustaleni se provadi
mimo délkomér na misté s teplotou blizkou méticimu stroji, a to zpravidla do druhého dne.
Po ustaleni se pienese odpich na délkomér a sleduje se, zda je v ustaleném stavu. Pokud se
prokaze ustaleny stav na nejvetsim odpichu, lze predpokladat i ustdleni menSich odpichii v
sad¢ a méfeni zrychlit. S odpichy je nutno manipulovat v rukavicich a pouze nezbytné
nutnou dobu.

9.2 Méreni odpichii s plochymi konci (nastavovacich mérek)

Pfi méfeni odpichii s plochymi a rovnobéznymi konci se postupuje obdobné jako pii
kalibraci dlouhych koncovych mérek. Doteky délkoméru musi byt kulové a méfeny odpich
se podepira v Besselovych bodech, tj. piiblizn¢ v 1/5 délky od konci odpichu. Odpich se
musi v ose méfeni pohybovat volné. Délka odpichu se méfi piiblizné v 0se (X) a hledaji se
vratné body minima délky posuvem jedné z podpér v obou osach (y a z). Pokud podpéra
neumoziiuje pohyb v obou osach, odpich se pti hleddni minima délky otoci o 90°.

Odpichy s rovnobéznymi konci lze méfit relativné porovnanim s koncovou mérkou, ktera
se teplotn¢ stabilizuje spole¢né s odpichem. Tim lze omezit chyby z nevyrovnani teploty.
Me¢étenim délky mimo osu (rozpéti délky) se miZzeme piesveédCit o rovnobéznosti méticich
ploch, ktera nema piesahnout 2 um. Rovinnost méticich ploch u novych odpichti nema
ptesahnout 0,3 um, coz je jeden prouzek pii kontrole planparalelnim sklem.

(PK, RK)

9.3 Méreni a serizeni odpichii s kulovymi konci

Pfi méteni odpicht s kulovymi konci musi byt délkomér opatien plochymi rovnob&znymi
doteky. Délkomér se nastavuje pfisatim kontaktti na nastavovaci mérku. Odpich se podepte
stejné jako v predeslém pripadé, hleda se vSak vratny bod maxima délky v obou osach.

Setiditelné odpichy se sefizuji hrubé vysroubovanim doteku a jemné pak dotahovanim
pojistné matice piimo na délkoméru. K sefizovani se pfistoupi tehdy, je-li naméfena
uchylka od jmenovité hodnoty vétsi, nez nejistota méteni. Sefizovani odpichii vyzaduje
jistou praxi a zkuSenost s chovanim daného typu odpichu.

(PK, RK)

9.4 Odpichy s malou ploskou

Tento typ odpichti se vyrab¢l diive jako nastavovaci mérka k mikrometrum. Kalibraci je
tieba provadét plochymi doteky a nejprve najit vratny bod maxima délky. V ramci takto
nalezeného maxima je pak tfeba hledat lokdlni minimum. Kalibrace takového odpichu
miZe byt obtizna, zejména pokud jsou plosky opotiebené. ReSenim muize byt pouziti
zizenych (prodluzovacich) kontakti na délkoméru a stfedicich pouzder, jaka jsou
Vv pfislusenstvi mikrometrd. V kazdém piipadé¢ vyzaduje kalibrace takovych odpichl
zkuSenost a opatrnost.

(PK, RK)
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9.5 Rozdily ve zpiisobu pouziti riznych typi odpichi
Stejné jako jsou u dvou zakladnich typa odpicht rozdily ve zpiisobu
kalibrace, jsou rozdily i ve zpiisobu jejich pouziti. Pevné odpichy se
uzivaji hlavné pro nastavovani tfrmenovych mikrometri. Na odpichy
s rovnobéznymi méficimi plochami se mikrometr nastavuje stejné, jako
na koncovou meérku, tj. na fehtacku nebo na cit podle zvyklosti
uzivatele a zpisobu méfeni.

Na odpichy s kulovymi doteky je tfeba mikrometr nastavovat vzdy na
cit, nesmi se pouzit fehtacka. Nastavuje se na lehky dotek tak, Ze je mozno odpichem mezi
kontakty kolébat (viz obr.). Pokud se tato zasada nedodrzi a pouZije se fehtacka, vznikne v
nastaveni mikrometru chyba fadu -(0,01 az 0,03) mm v zavislosti na velikosti a tuhosti
tfrmenu meftidla.

10 Vyhodnoceni kalibrace

Nameétfené tUchylky délky se porovnaji s dovolenymi uchylkami. Nastavovaci mérky
s plochymi doteky maji podle CSN 25 1401 dovolené tichylky stejné, jako koncové mérky
t¥idy presnosti 2 (viz CSN EN ISO 3650). V katalogu vyrobce Mitutoyo CZ-17001 str. 91
jsou uvedeny hodnoty pfiblizn¢ 2,5x vEtsi.

Dovolené uchylky pevnych odpichti, uvedené v katalozich a norméch, plati pro nova
meiidla. Pro méfidla pouzivana si muze uzivatel méfidla (resp. zadavatel kalibrace)
stanovit vlastni dovolené uchylky, pfipadné je nestanovovat viibec s tim, ze uzivateli musi
byt vzdy k dispozici kalibra¢ni list s namétenou hodnotou. Stavitelné odpichy se nastavuji
co nejbliZe k nule, zpravidla na Gchylku mensi, nez je deklarovana nejistota méfeni. Takto
nastavené odpichy povaZzuje uzivatel v ramci dané nejistoty za nulové.

V nasledujicim ptikladu je jeden z moznych zplsobl uvadéni uchylek nastavitelnych
odpicht v kalibra¢nim listu:

Vysledek kalibrace:

Jmenovita Uchylka od jmenovité hodnoty (um) Nejistota

Oznaceni hodnota pied sefizenim po kalibraci méfeni
mm (As Found) (As Left) pm
¢is. 100 /10 100 0 0 +2
¢is. 125 /11 125 -1 -1 +2
&is. 150 /10 150 -4 -1 +2
¢is. 500 /11 500 -5 0 +3
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11 Kalibrac¢ni list

11.1 Nalezitosti kalibra¢niho listu

Kalibra¢ni list by mél obsahovat minimaln¢ nasledujici udaje:

a) nazev a adresu kalibra¢ni laboratofe,

b) potfadové ¢islo kalibra¢niho listu, o¢islovani jednotlivych stran, celkovy pocet stran,

C) jméno a adresu zadavatele, resp. zakaznika,

d) nazev a identifika¢ni ¢islo kalibrovaného métidla, poptipad¢é jméno vyrobce,

e) datum piijeti odpichu ke kalibraci, datum provedeni kalibrace a datum vystaveni
kalibra¢niho listu,

f) urceni specifikace uplatnéné pfi kalibraci nebo oznaéeni kalibra¢niho postupu (v tomto
ptipadé KP 1.1.2/18/13),

g) podminky, za nichz byla kalibrace provedena (hodnoty ovliviiujicich veli¢in apod.),

h) meéfidla pouzita pii kalibraci,

1) obecné vyjadieni o navaznosti vysledkii méteni (etalony pouzité pii kalibraci),

J) vysledky méfeni a s nimi spjatou nejistotu méfeni a/nebo prohlaseni o shodé¢ s urcitou
metrologickou specifikaci,

k) jméno pracovnika, ktery méfidlo kalibroval, jméno a podpis odpovédného (vedouciho)
pracovnika, razitko kalibra¢ni laboratofe.

Akreditovana kalibra¢ni laboratot navic uvede pridélenou kalibra¢ni znacku a odkaz na
akreditaci. Soucasti kalibracniho listu je téZ prohlaseni, Ze uvedené vysledky se tykaji
pouze kalibrovaného piredmétu a kalibracni list nesmi byt bez pifedbézného pisemného
souhlasu kalibraéni laboratofe publikovan jinak nez cely.

Pokud provadi kalibra¢ni, resp. metrologicka laboratot kalibraci pro vlastni organizaci,
muze byt kalibracni list zjednodusen, piipadné viibec nevystavovan (vysledky kalibrace
mohou byt uvedeny napf. v kalibracni kart¢ méfidla nebo na vhodném nosici, popf.
v elektronické paméti. I v tomto pfipad€ vSak musi kalibracni laboratof zpracovat zdznam
o méfeni (s uvedenymi méfenymi hodnotami) a archivovat je;j.

11.2 Protokolovani

Original kalibracniho listu se preda zadavateli kalibrace. Kopii kalibra¢niho listu si
ponecha kalibra¢ni laboratof a archivuje ji po dobu nejméné péti let nebo po dobu
stanovenou zadavatelem zaroven se zaznamem o kalibraci. Doporucuje se archivovat
zaznamy a kalibra¢ni listy chronologicky. Vysledky kalibrace se mohou v souladu
s ptipadnymi podnikovymi metrologickymi dokumenty zanaset do kalibra¢ni karty métidla
nebo ukladat do vhodné elektronické paméti.
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11.3 Umisténi kalibraé¢ni znacky

Po provedeni kalibrace miize kalibra¢ni laboratof oznacit kalibrované métidlo kalibracni
znackou, popf. kalibratnim Stitkem. Pokud to neni vyslovné uvedeno v nékterém
podnikovém metrologickém ptedpisu, nesmi kalibra¢ni laboratof zvlast€ pro externi
zékazniky, neni-li o to vyslovné pozadana, uvadét na kalibracni Stitek datum piisti
kalibrace.

12 Péce o kalibracni postup
Original kalibra¢niho postupu je uloZen u jeho zpracovatele, dalsi vyhotoveni jsou piedana
piislusnym pracovnikiim podle rozdélovniku (viz €l. 13.1 tohoto postupu).

Zmény, popt. revize kalibraéniho postupu provadi jeho zpracovatel. Zmény schvaluje
vedouci zpracovatele (vedouci kalibra¢ni laboratofe nebo metrolog organizace).

13 Rozdélovnik, uprava a schvaleni, revize

13.1 Rozdélovnik

Kalibra¢ni postup Prevzal

Vytisk ¢islo Obdrzi utvar Jméno Podpis Datum

13.2 Uprava a schvaleni

Kalibra¢ni postup | Jméno Podpis Datum

Upravil

Upravu schvalil

13.3 Revize

Strana Popis zmény Zpracoval Schvalil Datum
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15 Stanoveni nejistoty méreni (priklad vypoctu)
Piiklad pri kalibraci pevnych odpichii na délkoméru

14.1 Vychozi udaje:
Pouzita métidla:
e délkomér s plochymi a kulovymi doteky
e nastavovaci mérka
e prostorovy teplomér
o téliskové teploméry

Souvisejici normy a dokumenty:
e CSNENISO 14253-2
e EA4/02

Referen¢ni podminky:
e teplota (20,0 £0,5) °C

Nameétené hodnoty:

Na nastavovaci mérce jmenovit¢ délky 500 mm jsme popsanym postupem nameéfili
uchylky: (+1,2; +1,7; +2,1; +1,6; +1,4) um

14.2 Model méreni

Mg¢ti se odpichy délky L na délkoméru SIP 1002 M. Kazdy odpich se méfi petkrat. MéEfi se
v klimatizované laboratofi pfi teploté (20 +0,5) °C v prostoru délkoméru. Pfed méfenim
odpichy teplotné stabilizujeme na lozi délkoméru. Predpokladame, Ze teplota méfitka je
v mezich dilku stupnice teploméru shodna s teplotou méfeného odpichu. Nevyrovnani
teploty odhadujeme nejvySe na +£0,2 °C. Vliv rozdilného materialu meétitka a mérek
zahrneme do nejistoty soucinitele teplotni roztaznosti.

14.3 Stanoveni rozsifené nejistoty:
Stanoveni standardni nejistoty typu A U, :

S 0,19
Ua= ——=K, = 1,4=0,19 um
n A s
kde: s - Smérodatna odchylka ur¢end na kalkulatoru (nékdy oznacena S(n.1))

n -Pocet méteni
ka - Koeficient urceny v zavislosti na po¢tu méteni podle nasledujici tabulky:

n 2 3 4 5 6 7 8 9
ka |70 123 |17 |14 |13 |13 (1,2 |12
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Nejistota z opakovanych méfeni up = 0,2 um se zahrne do vypocétové tabulky. Vétsi
hodnota se nepredpoklada, vétsi rozptyl mefenych hodnot by ukazoval na neustalené
podminky a métfeni by se muselo opakovat.

Stanoveni standardni nejistoty typu B Uy :

Vychozi rovnice ma pro tento ptipad tvar:

kde:

Is=lg+ Al +At. Aa. L

Is

le

délka kalibrovaného odpichu

délka odectena na délkoméru

Al rozdil délek z opakovanych méteni

At

odchylka od normalni teploty

L  jmenovitd délka odpichu

Aa

-og =%3 pm/m°C

Tabulka standardnich nejistot

rozdil soucinitell teplotni roztaznosti odpichu a métitka délkoméru A o = as

Zdroie neii Meze Typ Standardni Koeficient | Piispévek k
roje nejistot iy G " L
nejistot rozdéleni | nejistota nejistote
Zakladni nejistota méfeni
délkoméru. Nejistota se prevezme | g 0,3+0,4L |k=2 0,15 +0,2L 1 0,15 +0,2L
z kalibra¢niho listu
Rozdil opakovanych méfeni délky. typ A
Nejistota je typu A z opakovanych | 4] [0,2 k=1 0,2 1 0,2
méfeni odpichu.
Teplotni rozdil mezi méfitkem rovnom. o.L
délkoméru a odpichem(odhad podle [ At | 0,2°C V3 0,12 °C 115.L 1,33L
dlouhodobé ustalenych podminek
v lab.) £0,2°C
Vliv rozdilu tepl. roztaznosti rovnom. At.L
méfitka délkoméru a odpichuza |44 |3 \3 1,73 0,2.L 0,35L
predpokladu krajniho rozdilu pm/m°C pm/m °C m °C
soucinitelt +3
M¢fena délka Is Kombinovana nejistota kalibrace u prok =1 025+14L

V tabulce jsme nevy¢islili délku odpichu L. Obé slozky nejistoty, konstantni i zavislou na
délce L, je tieba seCist geometricky. Pokud je seCteme aritmeticky, vysledny odhad
nejistoty mirn¢ nadsadime, ziskdme vSak odhad pro obecnou délku odpichu L.

Stanoveni kombinované standardni nejistoty

Z tabulky:

u=(0,25+1,4L) um,

kde L je délka kalibrovaného odpichu v metrech.
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Stanoveni rozsifené nejistoty:

Za predpokladu, Ze vysledné rozdéleni pravdépodobnosti je normalni, koeficient rozsifeni
k=2:

U=+(05+3L)um

kde: L je délka odpichu v metrech.

Nasledujici tabulky vychazi z dovolenych chyb vyrobce Mitutoyo, katalog CZ 17001

Rozsah jmenovitych [ Dovolena uchylka délky Dovolena uchylka Rozsifena nejistota
délek nastavovaci mérky délky stavitelnych méteni
mm mikrometru odpicht U
um pm pm
od 25 do 50 +2 +1 +1
pfes 50 do 100 +3 +1 +1
ptes 100 do 150 +4 +1 +1
pfes 150 do 200 +5 +2 +2
pres 200 do 250 +6 == +2
pres 250 do 300 +7 +2 +2
pres 300 do 350 +8 +2 +2
pres 350 do 400 +9 +2 +2
pres 400 do 450 +10 +2 +2
ptes 450 do 500 +11 +2 +2
Poznamka:

O spravnosti odhadu nejistoty méfeni se miZzeme piesvédcit dlouhodobym pozorovanim
chovani odpichu na délkoméru. Pfi obvyklém provozu v laboratofi by odchylky métené
Vv rizné dobé mély byt vzdy v pasmu £3 . L um, kde L je délka odpichu v metrech. Pokud
se to nedafi, je tfeba odhad nejistoty revidovat a odhady vychazejici z nevyrovnani teplot
zvysit.

15 Validace

Kalibra¢ni metody podlehaji validaci v souladu s normou CSN EN ISO/IEC 17025 ¢l. 5.4.
Validaéni zprava je uloZena v archivu sekretariatu CMS.
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Upozornéni

Kalibra¢ni postup je tfeba povazovat za vzorovy. DoporuCuje se, aby jej organizace
prizptisobila svym pozadavkiim s ohledem na své metrologické vybaveni a konkrétni
podminky. V piipadé, Ze stiediskem provadéjicim kalibraci je akreditovana kalibracni
laboratof, mél by byt kalibra¢ni postup navic upraven podle ptislusnych predpisi (zejména
MPA a EA).



